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CONTEXTO

Definicion: Un defecto de disefio es un problema que se presenta en la estructura del software (ya sea en el codigo o en el disefio), que no provoca
errores en tiempo de compilacion ni en tiempo de ejecucion, pero que afecta negativamente a los factores de calidad del software.

Gestionar defectos de disefio en el software ayuda a mejorar la calidad y a hacer més productivas las tareas de desarrollo y de mantenimiento.

En sistemas reales, donde existe una gran cantidad de entidades de codigo, un enfoque de deteccion de detectos de disefio basado en la intuicion y
experiencia humana es inabordable.

Cuando un inspector busca defectos de disefio, existe una componente de subjetividad que debe ser gestionada en el proceso.
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